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Serviço Público Federal

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

Pró-Reitoria de Ensino

Campus Sapucaia do Sul
Curso Superior de Engenharia Mecânica


	DISCIPLINA: Metrologia e Estatística Aplicada

	Vigência : A partir de 2010/1                   Período Letivo: 3º Semestre

	Carga Horária Total: 60h
	Código: SF3W3A

	Ementa: Instrumentos de medição: paquímetros, micrômetros, relógio comparador e apalpador. Fontes de erros nas medições com micrômetros. Blocos-padrão. Instrumentos auxiliares de medição. Máquinas de medição por coordenadas. Erros e incertezas: controle geométrico, desvios de forma, rugosidade, controle de uma dimensão, causas de erros e incertezas nas medições. Procedimento de calibração. Controle Estatístico: parâmetros estatísticos básicos; ferramentas para descrição e análise de dados; coleta de dados; amostragem; planos de inspeção; controle estatístico de processos; índices de capacidade de processos.         


Conteúdos

UNIDADE I – Instrumentos de medição

1.1Paquímetros

1.1.1 Definição e aspectos gerais de uso

1.1.2 Tipos e características construtivas

1.1.3 Aspectos operacionais

1.2 Micrômetros

1.2.1 Definição e aspectos gerais de uso

1.2.2 Tipos e características construtivas

1.2.3 Aspectos operacionais

1.3 Relógio comparador apalpador

1.3.1 Definição e aspectos gerais de uso

1.3.2 Tipos e características construtivas

1.3.3 Aspectos operacionais

1.4 Blocos-padrão

1.4.1 Definição e aspectos gerais

1.5 Instrumentos auxiliares de medição

1.5.1 Desempenos

1.5.2 Réguas

1.5.3 Esquadros

1.6 Máquinas de medição por coordenadas

1.6.1 Definição e aspectos gerais

UNIDADE II – Erros e incertezas de medição

2.1 Controle geométrico

2.2 Tolerâncias de fabricação

2.3 Desvios de forma

2.4 Tolerância de forma

2.5 Rugosidade

UNIDADE III – Resultados de uma medição

3.1  Causas de erros e incertezas nas medições

3.2  Fatores de natureza aleatória, sistêmica e prática

3.3  Cartas de calibração e intervalos de calibração

UNIDADE IV – Tratamento estatístico de dados

4.1 Procedimentos para medição

4.2 Ferramentas para descrição e análise de dados (medições)

4.2.1 Histograma

4.2.2 Gráfico de Pareto

4.3 Parâmetros estatísticos básicos 

4.3.1 Medidas de tendência central (média, mediana e moda)

4.3.2 Medidas de variabilidade (variância, desvio padrão e coeficiente de variação)

UNIDADE V – Controle estatístico

5.1 Controle estatístico de lotes

5.1.1 Planos e procedimentos para inspeção por amostragem

5.2 Controle estatístico de processos

5.2.1 Cartas de controle por atributos

5.2.2 Cartas de controle por variáveis

5.2.3 Índices de capacidade dos processos: Cp e Cpk
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